
FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD
蛍光X線式膜厚測定・分析装置

薄膜や多層膜の厚み測定やトレース分析
プログラム機能付きサンプルステージによる自動測定







このパンフレットに記載された仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることが
あります。 あらかじめご了承ください。

ISO9001
SQS Registration
No. 11899

Valid for Fischer AG and Branch O�ces

TEL: 06-6873-5560  FAX: 06-6873-5559

〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦シティビル8階
TEL: 052-325-3891  FAX: 052-209-9980

https://www.helmutfischer.jp

名古屋営業所

〒811-1213 福岡県那珂川市中原5-99-3
TEL: 092-953-0547  FAX: 092-953-2309

九州サービスセンター
c/o(有)九州技研
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